
 

 

 

 

 

 

  高分子材料解析 

  ＰＥＴの吸収とｄｅｆｏｃｕｓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  反射極点図ではｒａｎｄｏｍ試料を用いても極点図が一定にならず 

  α方向に関数変化を持ちます。 

  試料が薄いと極点測定の煽りにより体積に変化が現れます。 

  この曲線はｕｔ＝１でほぼ直線になります。 

  本資料では、吸収補正がほとんど直線になる厚さのＰＥＴを用いて 

  α方向の強度分布を測定してみました。 
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概要 

  金属などでは、ｄｅｆｏｃｕｓ補正が必要であるが、高分子材では吸収とｄｅｆｏｃｕｓの関係が 

    どのように作用するか、実測定データを元に検証を行う。 

 高分子材料は回折線が近接し広い受光スリットでは測定出来なく、測定される回折強度も低く 

 統計変動が大きいため、バックグランド測定も難しいため、本検証ではバックグランドは各α毎に 

 β方向の最小値を用いた。更にｄｅｆｃｏｕｓ曲線は、Ｔｅｎｃｈｏｆｆ曲線でＦｉｔｔｉｎｇを 

 行い、更に複数の極点図によるＦｉｔｔｉｎｇ値の検証を行い修正を行った。 

測定 

 ゴニオメータ １８５ｍｍ 

 ＤＳ：１／３ｄｅｇ 

 ＳＳ，ＲＳ：１ｍｍ 

 ４０ｋＶ－４０ｍＡ 

 α、β測定間隔 ５ｄｅｇ ｓｐｅｅｄ：６０ｄｅｇ／ｍｉｎ 

 吸収（ｕｔ）：0.345264（実測値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



測定データ 

２θ：16.3  17.7  21.5  22.7  26.1  31.3 

 

吸収補正 

 ２θ角度の低い｛０－１１｝の補正量 

  

 よって、ｄｅｆｏｃｕｓが含まれる。 

バックグランド除去(最小強度)、吸収補正結果によりｄｅｆｏｃｕｓ補正量を算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｔｅｎｃｈｏｆｆ曲線にＦｉｔｔｉｎｇ 

 極点処理（バックグランド、吸収補正）を行った処理データに対し 

 ２θ角度、受光スリット、試料上の照射幅によりＦｉｔｔｉｎｇ 

 本来Ｆｉｔｔｉｎｇ値は一定と思われるが、Ｓｃｈｕｌｚスリットと試料間距離が 

 ２θ角度により変化しているため変動する。この変動曲線をＥｘｃｅｌで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 



ｄｅｆｏｃｕｓ曲線の修正 

Ｔｅｎｃｈｏｆｆ曲線は、２θ角度、受光スリット幅、試料上の照射幅でＦｉｔｔｉｎｇパラメータを 

決定しています。このパラメータは２θ角度と相関がある事になります。 

パラメータを評価すると、21.5deg、22.5degデータに異常が見られるので修正しｄｅｆｏｃｕｓ曲線を 

作成します。 

 

 

修正比較 

 

  

この結果からｄｅｆｏｃｕｓファイルを作成します。 

 



ｄｅｆｏｃｕｓ曲線修正結果 
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